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SCALONE pomIaru 
parametrów elektrycznych 

Postanowienia ogólne Grupa katalogowa XIX 2.5" 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sq 
metody pomiaru parametrów elektrycznych, cyf­
rowych układów scalonych monolitycznych o ma­
łej skali integracji (SSI), klasy TTL i DTL. 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę stosuje 
się przy badaniach rozjemczych. 

1.3. Określenia 

1.3.1. Warunki najgorszego przypadku - ze­
spół wartości zastosowanych warunków pracy 
układu cyfr,owego (wybranych z zakresu wartości 
dopuszczalnych), które razem tworzą najmniej 
korzystne warunki pracy dla danego parametru 
u~ładu cyfrowego. 

1.3.2. Pozostałe 
T-01600/00. 

określenia wg PN-72/ 

2. POSTANOWIENIA OGOLNE 

2.1. Wymagania ogÓlne dotyczące warunków 
pomiaru 

2.1.1. Temperatura otoczenia podczas pomiaru 
powinna być zgodna z temperaturą określoną 

w normie przedmiotowej na dany typ układu 

scalonego i utrzymywana z dokładnością ± 2 deg, 
jeżeli norma przedmiotowa nie przewiduje ina­
czej. 

Pomiary powinny być wykonywane w warun­
kach chłodzenia naturalnego układu scalonego 
przez promieniowanie obudowy i konwekcję, je­
żeli norma przedmiotowa na dany typ nie stano­
wi inaczej. 

2.1.2. Zabezpieczenie przed wpływami zewnętrz­
nymi. Mierzony układ scalony powinien być za­
bezpieczony przed wpływami zewnętrznych pól 
elektrycznych, magnetycznych, promieniowania 
jonizująceg.o itp, tak aby nie wpływały one na 
wynik pomiaru. 

2.1.3. Stabilność warunków pomiarowych. Po­
miary powinny być wykonywane w ustalonych 
warunkach elektrycznych układu pomiarowego, 
jeżeli pomiar nie jest pomiarem impulsowym albo 
nOrma przedmiotowa nie stanowi inaczej. W przy­
padku w którym wynik pomiaru zależny jest od 
czasu pomiaru, należy określić i stosować zespół 
warunków kompensujących ten wpływ. 

2.1.4. Wartości dopuszczalne. Podczas pomiarów 
nie powinna być przekroczona żadna z dopus?:­
czalnych wartości parametrów granicwych bada­
nego układu scalonego, podanych w normie przed­
miotowej. Zaleca się, aby w czasie wymiany ba­
danego układu scalonego napięcia zasilające i ste­
rujące były wyłączone od podstawki pomiarowej. 

2.2. Wymagania dotyczące układów pomiarQ­
wych 

2 .. 2.1. Urządzenia pomiarowe stosowane do po­
miarów parametrów statycznych układów scalo­
nych powiInny odpowiadać postanowieniom PN-71/ 
T-06500/03. 

2.2.2. Zasilacze. Źródła zasilania stałego napię­
cia i stałego prądu stanowiące elementy składowe 
układu pomiarowego powinny zapewniać żądaną 
dokładność pomiaru. 'Fętnienia napięcia wyjścio­

wego zasilaczy nie powinny zwiększać niedokład­
ności pomiaru. 

2.2.3. Przyrządy pomiarowe. Przyrząd do po­
miaru napięcia powinien mieć impedancję wew­
nętrzną dostatecznie dużą, tzn. taką, aby dwu­
krotne zmniejszenie jej wartości nie wpłynęło na 
dokładność pomiaru. 
Przyrząd do pomiaru prądu powinien mieć im­

pedancję wewnętrzną dostatecznie małą, tzn. taką, 
aby dwukrotne jej zwiększenie nie wpłynęło na 
dokładność pomiaru. 

2.2.4. Dokładność pomiaru. Dokładność pomia­
rów powinna odpowiadać potrzebom użytkownika 
i producenta, lecz nie powinna być gorsza niż 
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± 5% dla parametrów statycznych oraz ± 15% dla 
parametrów dynamicZlnych. Wartości graniczne 
parametrów podane w normach przedmiotowych 
nie uwzględniają dokładności pomiarów. 

2.2.5. Stan elektryczny niewykorzystanych wy­
prowadzeń badanego układu scalonego. Wyprowa­
dzenia badanego układu scalonego, dla których 
nie są podane żadne warunki elektryczne powin­
ny pozostać nie połączone. 

2.3. Wymagania ogólne dla układów pomiaro­
wych parametrów dynamicznych 

2.3.1. Wymagania dla źródeł sygnałów sterują­
cych. Generator impulsów sterujących powinien 
zapewniać impulsy o płaskim wierzchołku i pod­
stawie oraz zboczach liniowych pomiędzy pozio­
mami 10% i 90%. 

Impedancja generatora powinna być dostatecz­
nie mała, aby zapewnić odpowiednie poziomy na­
pięć i liniowość przebiegów zgodnie z wymaga­
niami zawartymi w normie przedmiotowej. Para­
metry sygnału sterującego należy mierzyć na 
wejściu badanego układu scalonego. Źródła im­
pulsów sterujących powinny zapeWi11iać regulację 
częstotliwości powtarzania impulsów, długości 

impulsu, poziomów napięć oraz czasu narastania 
i opadania impulsów. Między źródło sygnałów ste­
rujących a układ badany może być wprowadzony 
układ pośredni zwany układem sterującym, któ­
reg.o parametry powinny być podane w normach 
przedmiotowych. Źródła impulsów doprowadzone 
do układu sterującego powinny zapewniać nast~­
pujące parametry: 

a) amplituda impulsów od 6 V do poziomu U OH, 

b) czas narastania i opadania co najwyżej 1/5 

najkrótszego z mierzonych czasów, jeżeli norma 
przedmiotowa nie przewiduje inaczej, 

c) częstotliwość powtarzania impulsów co naj­
mniej 100 kHz, 

d) oscylacje i szumy na wierzchołku i podsta­
wie impulsu sterującego nie powinny przekracz<'\ć 
10% amplitudy (dotyczy obu metod sterowania). 

2.3.2. Wymagania dla obciążenia badanego 
układu scalonego. Przy pomiarach parametrów 
dynamicznych cyfrowych układów scalonych, jakI) 
obciążenie badanego układu można stosować od­
p8wiednią liczbę zgodną z podaną w normie 
przedmiotowej maksymalną obciążalnością wyjś­
ciową, takich samych układów lub sztuczne obciq­
żenie z elementów dyskretnych. 

2.3.2.1. Obciążenie analogicznymi układami sca­
lonymi powinno być wykonane w postaci równo­
ległego połączenia odpowiedniej liczby układów 
scalonych tego samego typu co układ badany, tak 
aby zapewnić podaną w normie przedmiotnwej 
maksymalną obciążalność dla badanego układu. 
Typ oraz liczba układów stanowiących obciążmie 
powinny być podane w normie przedmiotowej. 

2.3.2.2. Obciążenie sztuczne powinno składać się 
z elementów dyskretnych, jak: kondensatory, 
oporniki i diody lub tranzystory, w liczbie i ukła­
dzie podanych w normie przedmiotowej. 
Układ obciążenia powinien zapewniać podaną 

w normie przedmiotowej maksymalną obciążal­

ność badanego układu oraz reprezentować najgor­
sze warunki dla wszelkiego rodzaju efektów pa­
!>ożytniczych . P,ojemność obciążenia jest sumą po­
jemnoscl weJsclOwej rzeczywistego obciążenia 

układu badanego, tzn. pojemności linii transmi­
syjnej, pojemności sondy pomiarowej oraz pojem­
ności podstawki pomiarowej. Wartość tej pojem­
ności powinna być podana w normie przedmioto·­
wej. Oporność powima zapewniać podaną w nor­
mie przedmiotowej maksymalną obciążalność ba­
danego układu . Dla obciążeń przyjmujących prąd 
z układu badanego opornik powinien być włą­

czony między wyjście układu badanego a masę, 
a dla obciążeń dostarczających prąd dla układu 
badanego opornik powinien być włączony między 
wyjście układu badanego a napięcie zasilania. 
Układ diod (lub tranzystorów) obciążenia powin­

ny reprezentować diody wejściowe rzeczywistego 
obciążenia badanego układu. Układ ten powinien 
także zawierać wszystkie diody, które znajdują 

się na drodze prądu w obciążeniu rzeczywistym 
badanego układu. 

Wartość oporności, typy i liczba elementów pół­
przewodnikowych powinny być podane w normie 
przedmiotowej. 

Norma powinna zawierać schemat układu ob­
ciążenia. 

2.3.3. Przyrządy pomiarowe. Do pomiaru para­
metrów dynamicznych mogą być stosowane przy­
rządy pomiarnwe: oscyloskopy, częstościomierze 

o odpowiednich charakterystykach umożliwiają­

cych pomiar nanosekundowych odcinków czasu 
lub dużych częstotliwości powtarzania impulsów 
oraz o odpowiednich parametrach częstotliwoś­

ciowych do pomiaru impulsów o czasach narasta­
nia rzędu ułamków nanosekundy. 

Impedancja wyjściowa przyrządu pomiarowego 
nie powinna wpływać na wynik pomiaru, a je j 
wartość powinna być określona w normie przed­
miotowej. 

2.3.4. Wykonanie układu pomiarowego powinno 
ograniczyć do minimum efekty pasożytnicze, po­
j emności i indukcyjności rozproszone. 

2.3.5. Warunki pomiaru określone w normie 
przedmiotowej. W normie przedmiotowej powin­
ny być podane następujące warunki pomiarów: 

a) dla generatorów impulsów: 
- amplituda impulsów sterujących, 

czas Inarastania i opadania impulsów, 
częstotliwość powtarzania, 
współczynnik wypełnienia, 
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układ .obciążenia, schemat układu sterującego, (w przypadku 
sterowania badanego układu nie bezpośred­
nio z generatora), 

wartości pojemności, oporności i elementy 
diodowe zastosowane w układzie, 

pojemność obciążającą wejście układu bada­
nego, 
impedalncję generatora impulsów, 

b) dla układu obciążenia: 

c) dla przyrządu pomiarowego: 
charakterystyki częstotliwościowe (np. czasy 
narastania dla .oscyloskopu samplingowego). 
impedancja wejści6w~ . 

KO~IEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Naukowo-Produkcyjne' Centrum Półprzewodników. 
2. Normy związane 

P~-72/T-01600/00 Mikroukłady scalone. ~azwy i określenia. Postanowienia ogólne 
P~-711T-06500/03 Elektroniczne przyrządy pomiarowe. Ogólne wymagania konstrukcyjne i badania 

3. Dotychczas ustanowione arkusze BN-74/3375-24 
arkusz 01 - Metoda pomiaru prądu zasilania w stanie niskim I cc L 

arkusz 02 - Metoda pomiaru prądu zasilania w stanie wysokim lCCH 

arkusz 09 - Metoda pomiaru napięcia We]SClowego w stanie niskim U IL 

arkusz 10 - Metoda pomiaru napięcia wejściowego w stanie wysokim U1H 


